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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T15078—2008《贵金属电触点材料接触电阻的测量方法》,与GB/T15078—2008

相比,除结构调整和编辑性修改外,主要技术变化如下:

a) 增加了试验在10℃~40℃下进行(见第5章);

b) 更改了推荐值为3.3μm/s(见6.2.5,2008年版5.2.5);

c) 更改了电位引线的要求(见6.4.3,2008年版5.4.3);

d) 增加了对试样和探头的要求、对试样表面清洁程度的具体观察手段(见7.4);

e) 增加了无明显气流流动(见8.1.1);

f) 增加了1cN=10-2N的说明(见8.1.2);

g) 更改了电源闭合和设备预热次序(见8.3.3,2008年版7.3.3);

h) 增加了将K3 置于标准电阻选择位置后间隔10s,再升起探头(见8.4.1);

i) 更改了由低到高的顺序进行(见8.4.3,2008年版7.4.3);

j) 更改了电阻Rn,Rc,Rci的单位为“欧姆(Ω)”(见9.1);

k) 增加了随着测量电流、测量压力的变大,接触电阻均会减小且与接触时间的增长表现为先快速

减小,而后逐渐稳定的衰减过程,基于该特征可以选择适当的接触压力、测试电流和测试时间

条件,降低这些主要因素对接触电阻测量的影响(见9.3);

l) 更改了试验报告的内容(见第10章,2008年版第9章)。
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贵金属电触点材料接触电阻的测量方法

  警示———使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家相关法规规定的条件。

1 范围

本文件规定了贵金属电触点材料(静态)接触电阻的测量方法。

本文件适用于贵金属电触点材料接触电阻的测量。其他金属及合金电触点材料也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
静态接触 staticcontact
触点相互静止接触、无连续性的离合动作。

3.2
收缩电阻 constrictionresistance
电流通过接触面时,因电流线急剧收缩而产生的电阻增量。

3.3
膜电阻 membraneresistance
触点表面膜所产生的电阻。

3.4
接触电阻 contactresistance
电流通过触点时在接触处产生的总电阻,包括收缩电阻与膜电阻,总电阻数值为两种电阻之和。

3.5
体积电阻 bulkresistance
电流流过触点材料自身后产生的电阻,其数值与材料的电阻率、长度成正比,与截面成反比。

3.6
探头 probe
测量试样接触电阻的一种装置,其基本形状为锥体,主要有圆锥形、棱锥形,进行测量时锥体尖部直

接与试样的待测面接触,以试样接触的表面为参考面,参考面可以为不同的形状。
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